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TOM Ill SWZ(OPZ)
Znak: EZP.270.18.2025
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa Mikroskopu FT-IR dla NOMATEN CoRE”

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa (rozumiana jako zakup i dostawa, montaz, uruchomienie i przeszkolenie
wskazanych pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i oprogramowania) fabrycznie nowego
i nieuzywanego mikroskopu FT-IR (ang. Fourier-Transform Infrared) sprzezonego ze spektrometrem prézniowym
do analiz objetosciowych materiatéw. Zestaw ma by¢ kompletny oraz umozliwia¢c wykonywanie analizy
strukturalnej i badan nad dystrybucja przestrzenna faz na powierzchni. Kompletny system wraz z wyposazeniem,
spetniajgcy wymagania wskazane w ponizszej tabeli, ma by¢ dostarczony oraz zainstalowany w laboratorium
wskazanym przez Zamawiajacego. Zastrzegamy brak mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Minimalne wymagane parametry oraz podstawowe wymagane mozliwosci przedmiotu zamdwienia
Mikroskopu FT-IR sprzezonego ze spektrometrem prézniowym przeznaczonym do prowadzenia analizy strukturalnej oraz
dystrybucji fazowej na powierzchni materiatéw wraz z akcesoriami rozszerzajagcymi mozliwosci pomiarowe:
Tabele1-2

Tabela 1. Minimalne wymagania podstawowe dotyczace Mikroskopu FT-IR sprzezonego ze spektrometrem prézniowym

Wymagane
Wymagania minimalne podstawowe dotyczace Mikroskopu FT-IR sprzezonego ze (dane naley poda¢ w Formularzu
spektrometrem prézniowym 2.2)

Mikroskop FT-IR pozwalajacy na prowadzenie badar strukturalnych | **) dodatkowo nalezy podac dane
poprzez obrazowanie (mapowanie) metodg spektroskopii w | oferowanego urzqdzenia:
podczerwieni z transformatg Fouriera (FT-IR). Producent

TYB/ MOAE.....eeeeereeeereveerererererrirnnn

Detektor MCT (Mercury Cadmium Telluride, tellurek rteciowo-
a. | kadmowy) chtodzony ciektym azotem pracujgcy w minimalnym
zakresie spektralnym 6 000 — 600 cm™'

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny detektora

Ukfad optyczny oraz obiektywy umozliwiajgce wykonywanie
b. | pomiaréw obrazowania FT-IR transmisyjnych, odbiciowych
oraz ATR.

Minimum 1 obiektyw szklany o zakresie powiekszen co | *) nalezy dodatkowo podac
najmniej od x4 do x20 do wizualnej inspekcji prébek. powiekszenie obiektywu

Szybka kamera typu CMOS o minimalnej rozdzielczosci 5 Mpix
d. | do wizualnej oceny prébki umozliwiajgca obserwacje prébki na
Zywo.

Oswietlenie LED prébek umieszczonych na stoliku mikroskopu.
e. | Natezenie oswietlenia regulowane z poziomu
oprogramowania gtéwnego sterujgcego mikroskopem.

Obiektyw IR do pomiaréw w trybie transmisji i odbiciowym o | *) nalezy dodatkowo poda¢
zakresie powiekszen co najmniej od x10 do x35. powiekszenie obiektywu
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Obiektyw ATR z krysztatem germanowym z kontrolg docisku o
zakresie powiekszen co najmniej od x15 do x30.

*) nalezy dodatkowo poda¢d
powiekszenie obiektywu

Obiektyw FT-IR do pomiaréw z uzyciem kata $lizgowego o
zakresie powiekszen co najmniej od x15 do x30.

*) nalezy dodatkowo poda¢d
powiekszenie obiektywu

Stolik  mikroskopu zautomatyzowany w osiach XYZ
umozliwiajgcy obrazowanie FT-IR sterowany z poziomu
oprogramowania badz urzadzenia peryferyjnego z minimalna
doktadnoscig kroku w ptaszczyznie XY 1 um.

*) nalezy dodatkowo poda¢
doktadnos¢ kroku w ptaszczyznie XY

Wielko$¢ i konstrukcja stolika mikroskopu umozliwiajgca
montaz komor pomiarowych przy zagwarantowaniu ich petnej
funkcjonalnosci, w tym Linkam TS1000 o wymiarach
104x95x41 mm (dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokosé, ktora znajduje
sie w posiadaniu Zamawiajgcego).

Akcesorium do walidacji zawierajace pozycje referencyjne i
wzorce do samodzielnej lub automatycznej kalibracji
mikroskopu, np. w postaci dostarczonej w ramach zamdwienia
ptytki.

Port wejsciowy wigzki promieniowania podczerwonego ze
spektrometru IR z lewej strony mikroskopu.

Spektrometr

prozniowy FT-IR  umotzliwiajgcy pomiary metoda

spektroskopii w podczerwieni z transformatg Fouriera sprzezony z
mikroskopem FT-IR.

**) dodatkowo nalezy poda¢ dane
oferowanego urzgdzenia:

Producent ...........eeeeueveesecvinvirniannns

TYB/ MOAE.....eeeveveeerrverrerererarrirnnn

Minimalny zakres spektralny pomiaru: 8 000 — 30 cm? z
mozliwoscig  rozszerzenia wymienionego zakresu do
podczerwieni bliskiej (powyzej 8 000 cm-1). Wykonawca musi
wykaza¢, ze taka mozliwosé jest osiggalna w oferowanym
urzadzeniu w dniu ztozenia oferty.

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny detektora

Bezolejowy uktad prozniowy spektrometru obejmujacy
zarowno uktad optyczny, jak i komore pomiarowa,
zapewniajgcy mozliwosc¢ pracy pod proznig lepsza niz 1,4 mbar.

*) nalezy dodatkowo podac wartos¢
prozni

Interferometr bez medium smarnego, wykorzystujacy lustra
kubiczne i niewymagajacy justowania.

*) nalezy dodatkowo podac typ
interferometru

Zrédto IR w postaci preta SiC stabilizowane elektroniczne,
chtodzone powietrzem.

Beamsplitter MIR-KBr (middle-infrared - potassium bromide)
pracujgcy w minimalnym zakresie 8 000 — 400 cm™ oraz
beamsplitter wielowarstwowy FIR dziatajagcy w minimalnym
zakresie spektralnym 500-30 cml. Mozliwos¢ montazu
minimum jednego dodatkowego beamsplittera - Wykonawca
musi wykazac, ze jest to osiggalne w oferowanym urzadzeniu
w dniu ztozenia oferty.

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny beamsplittera

Konstrukcja urzadzenia umozliwiajgca montaz przynajmniej 3
detektoréw, w tym jednego chtodzonego ciektym azotem.

Podstawowy detektor DTGS pracujagcy w temperaturze
pokojowej umozliwiajacy zbieranie widm w minimalnym

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny detektora
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zakresie 8000 — 400 cm? (zalecany do analiz sktadu
chemicznego materiatow ceramicznych czy polimerowych).

Szerokopasmowy detektor typu MCT (Mercury Cadmium
Telluride, tellurek rteciowo-kadmowy) chtodzony ciektym
h. | azotem umozliwiajgcy zbieranie widm w minimalnym zakresie
8 000-420 cm! (dedykowany do pomiardow kinetyki procesow
chemicznych).

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny detektora

Detektor DLaTGS-FIR pracujagcy w minimalnym zakresie
dalekiej podczerwieni 500 — 30 cm'L.

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny detektora

Minimalna szybko$¢ skanowania 20 widm/s przy rozdzielczosci
min. 8 cm lub 40 widm/s przy rozdzielczosci 16 cm1,

*) nalezy dodatkowo podac szybkos¢
skanowania przy zadanych
parametrach

k. | Minimalna rozdzielczo$¢ spektralna 0,20 cm-2.

*) nalezy dodatkowo poda¢
rozdzielczosc spektralng

Doktadnos¢ liczby falowej nie gorsza niz 0,01 cm™ oraz precyzja
liczby falowej nie gorsza niz 0,0005 cm™ (@ 1554 cm™?)

*) nalezy dodatkowo podac
doktadnos¢ liczby falowej oraz
precyzje liczby falowej

Stosunek sygnatu do szumu nie gorszy niz 55 000:1 (@ 2000

*) nalezy dodatkowo poda¢ stosunek

uktadzie optycznym wykonane z materiatu odpowiedniego dla
zakresy srodkowej podczerwieni, np. KBr, (2 komplety) oraz
dalekiej podczerwieni, np. z polietylenu (2 komplety).

m.
cml, pomiar 1 minuta przy rozdzielczosci 4 cm™) sygnatu do szumu
Przestony (okienka) komory pomiarowej oddzielajgce uktad
optyczny  od komory  pomiarowej, umozliwiajace

n zapowietrzenie komory pomiarowej bez utraty prézni w

Wymiary komory pomiarowej lub jej rozszerzenie
0. | umozliwiajace prowadzenie pomiardéw z uzyciem przystawek
pomiarowych w warunkach prézni.

Minimum jeden port wejsciowy wigzki oraz minimum dwa
porty wyjsciowe wigzki. Minimum jeden port wyjsciowy wigzki
(po prawej stronie spektrometru) aktywny przeznaczony do
podtaczenia mikroskopu IR.

Zestaw  przystawek aparaturowych do spektrometru  FT-IR
umozliwiajgcych analize préobek w réznej formie i stanie skupienia in-
situ, ex-situ oraz operando:

Przystawka do badan transmisyjnych z uchwytem na pastylki
a. |KBr @13 mm do montazu w komorze pomiarowej
kompatybilny do pracy w prézni.

**) dodatkowo nalezy podac dane
oferowanego urzqdzenia:

Producent ...........ceeeveeeeeeeeeverveeereenns

Przystawka umozliwiajgca pomiary technika spektroskopii w
podczerwieni w trybie rozpraszajacej reflektancji z
zastosowaniem transformacji Fouriera (Diffuse reflectance
infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS)) wyposazona
w wysokotemperaturowg komore reakcyjng z opcja grzania do
minimum 600°C, jednostke chtodzacg, oprogramowanie
sterujgce oraz zestaw czesci zapasowych (dwa komplety
okienek KBr, peten zestaw uszczelek do catego uktadu,
dodatkowa termopara). Przystawka ma mieé zapewniong
mozliwos¢ pracy w prozni.

*) nalezy dodatkowo podac zakres
temperaturowy pracy komory

**) dodatkowo nalezy podac dane
oferowanego urzqdzenia:

Producent ...........coeeeeeeeeiesesveiniennnns

Typ/ Model..........couveeeeereererereravereree
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Przystawka ATR z dwoma wymiennymi krysztatami ZnSe z
dzwignig umozliwiajagcg odpowiedni docisk pracujagca w
minimalnym zakresie 4 000 — 550 cmL. Przystawka ma miec
zapewniong mozliwos¢ pracy w prézni.

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny przystawki

**) dodatkowo nalezy poda¢ dane
oferowanego urzqdzenia:

Producent ...........eeeceeeeieseeveieeeennns

TYD/ MOAEl....ueeeeereeeersrrerrarnn

Przystawka ATR z krysztatem diamentowym umozliwiajgca
pomiar w zakresie 4 000 - 30 cm™ i mozliwoscig grzania do
temperatury min. 300 °C, dzwignig dociskajaca, kontrolerem
temperatury oraz oprogramowaniem sterujgcym. Przystawka
ma mieé¢ zapewniong mozliwos¢ pracy w prozni (bez trybu
grzania).

*) nalezy dodatkowo podac zakres
spektralny detektora

oraz

*) nalezy dodatkowo podac zakres
temperatury pracy przystawki

**) dodatkowo nalezy poda¢ dane
oferowanego urzqdzenia:

Producent ...

Typ/ Model........eeeeeeerverererererererne

Przystawka umozliwiajagca pomiary technikg odbiciowg z
e. | regulacjg kata odbicia w zakresie minimum 8°-85°. Przystawka
ma miec zapewniong mozliwos¢ pracy w prézni.

*) nalezy dodatkowo podac zakres
regulacji kqta odbicia

**) dodatkowo nalezy podac dane
oferowanego urzqdzenia:

Producent .........eeeeeeeeeeeeveevesreseernnans
TYD/ MOAEl....uoeeeereereeesrreerernn

Komora umozliwiajgca pomiar widma cieczy w trybie transmisji
f. |z wymiennymi okienkami KBr ora ZnSe (po dwa komplety
kazdych).

Mikroskop FT-IR musi by¢ Scisle sprzezony ze spektrometrem
prozniowym FT-IR, poprzez integracje obstugi uktadu aparaturowego z
poziomu oprogramowania wspodlnej jednostki sterujacej.

Jednostka sterujaca w postaci wysokiej klasy komputera stacjonarnego
musi umozliwia¢ obstuge uktadu, obstuge przystawek, rejestracje oraz
analize danych. Minimalne parametry: minimum 14 rdzeniowy procesor,
64 GB RAM, dysk SSD (systemowy) minimum 500 GB oraz dysk HDD
minimum 1 TB, naped CD/DVD

Jednostka sterujgca musi by¢ wyposazona w system operacyjny
umozliwiajacy dotgczenie komputera do domeny Windows Server

(posiadanej przez Zamawiajgcego).
2  monitory min 23,8”

bezprzewodowa.

kazdy klawiatura, precyzyjna mysz

*) nalezy dodatkowo poda¢
parametry techniczne jednostki

Komputer przenosny (laptop) przeznaczony do analizy danych.
Minimalne parametry: procesor minimum 14 rdzeni, 32 GB RAM,
minimum jeden dysk SSD o tacznej pojemnosci minimum 1 TB, ekran
minimum 14”, zintegrowana karta graficzna, klawiatura numeryczna,
mysz bezprzewodowa, wbudowana kamera, gtosniki i mikrofon, ztacza
HDMI, audio, USB-C, minimum 2 USB, wbudowany lub zewnetrzny
naped CD/DVD.

Wyposazony w system operacyjny umozliwiajgcy dotgczenie komputera
do domeny Windows Server (posiadanej przez Zamawiajacego).

*) nalezy dodatkowo podac
parametry techniczne komputera
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Oprogramowanie sterujgce umozliwiajgce petng obstuge zaréwno
spektrometru jak i mikroskopu jednoczesnie. Oprogramowanie
umozliwiajgce analize zarejestrowanych danych (widm, serii widm oraz
obrazowania FT-IR) oraz eksport widm do innych formatdw (csv, dpt xy).
Minimum dwie licencje na oprogramowanie zainstalowane na jednostce
sterujacej oraz na przenosnym komputerze do analizy (licencja ,,off line”)

@

Bezterminowy dostep do bazy danych oferowanej przez Producenta
urzadzenia obejmujacej widma FT-IR.

©

Zasilacz awaryjny UPS zapewniajgcy utrzymanie zasilania uktadu
pomiarowego na czas konieczny i wystarczajgcy na zakoriczenie pomiaru
oraz bezpieczne wytaczenie uktadu pomiarowego w przypadku zaniku
zasilania — minimum 30 minut.

Stot optyczny o wymiarach i nosnosci dostosowanych do instalacji
mikroskopu FT-IR oraz spektrometru wraz z niezbednymi akcesoriami i
urzadzeniami peryferyjnymi. Biurko dla operatora przeznaczone pod
komputer stacjonarny wraz z fotelem dla operatora

11.

Stanowisko przygotowania probek w tym do przygotowania prébek
w formie pastylek KBr o #13 mm do pomiaréw transmisyjnych (prasa z
uktadem do odpowietrzania, 2 sztuki matryc, mozdzierz agatowy, zestaw
szpatutek, waga analityczna o minimalnej doktadnosci 0,1 mg, minimum
100 g KBr IR-grade).

12.

Dwa dewary na ciekly azot: jeden o pojemnosci 1 |, drugi o pojemnosci
min. 20 1.

13.

Szkolenie z obstugi uktadu aparaturowego obejmujgcy minimum 2 dni
robocze (2x 8 godzin) w miejscu instalacji dla maksymalnie 5 oséb w
siedzibie Zamawiajgcego w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

14.

Maksymalny czas dostawy od daty podpisania umowy: nie dtuzej niz 6
miesiecy

15.

Czas gwarancji: minimum 24 miesigce od daty podpisania protokotu
odbioru bez zastrzezen (dla urzadzen okreslonych w poz. 1-2).
Wykonawca pokrywa koszty czesci zamiennych oraz ustugi: robocizny,
dostarczenia urzadzen do autoryzowanego serwisu lub dojazdéw oraz
noclegéw autoryzowanego serwisu producenta w trakcie trwania
gwarancji w przypadku niepoprawnego dziatania urzgdzenia.

16.

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym do 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia awarii. Przez reakcje rozumiane jest zdiagnozowanie
zgtoszonej awarii oraz okreslenie czasu niezbednego na jej usuniecie.

17.

Czas wykonania naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia awarii (z mozliwoscig przedtuzenia do 30 dni w przypadku
koniecznosci importu czesci zamiennych).

18.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia co najmniej 2 wizyt serwisowych (na wtasny koszt)
w celu kontroli pracy zestawu urzadzen. Terminy wizyt serwisowych
zostang ustalone z Zamawiajacym.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia petnej dostepnosci czesci
zamiennych elementéw zestawu wymienionych w pozycjach 1 i 2
niniejszej tabeli przez okres minimum 8 lat po zakoriczeniu okresu
gwarancyjnego.
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Wraz ze sprzetem stanowigcym przedmiot zamoéwienia Wykonawca
dostarczy:

e instrukcje obstugi do urzadzen i oprogramowania w jezyku polskim
lub angielskim

e dokumentacje techniczng producenta

e deklaracje zgodnosci CE.

o  Wszelkie kable i przewody wymagane do podtgczenia i
uruchomienia urzadzenia oraz jego sprawnego dziatania

Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca umozliwi prezentacje uktadu
pomiarowego i jego przetestowania przez Zamawiajgcego (takze u
21. | partnerdw Wykonawcy) w ustalonym z Zamawiajacym terminie.
Prezentacja oraz test wykonane zostang na prdobkach dostarczonych
przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z Ofertq réowniez kart katalogowych dla oferowanych urzqdzen i
parametrow technicznych, okreslonych w Tabela 1 Minimalne wymagania podstawowe dotyczgce Mikroskopu
FT-IR sprzezonego ze spektrometrem prozniowym (w poz. 1-3) na potwierdzenie oferowanych parametréw
technicznych, zgodnie z wymaganiami.

Tabela 2. Wymagania dodatkowe punktowane (w Kryterium oceny ofert: Parametry techniczne (dodatkowe)
»P”) dotyczace Mikroskopu FT-IR sprzezonego ze spektrometrem prézniowym

Liczba punktéw i wymagania
Parametry techniczne (dodatkowe) punktowane mikroskopu FT-IR (nalezy wypetnic¢ i podac
sprzezonego ze spektrometrem prézniowym ,,P” wymagane dane w Formularzu

2.1. OFERTA w pkt 5 — Tabela 2)

Mikroskop FT-IR pozwalajacy na prowadzenie badan strukturalnych poprzez obrazowanie (mapowanie) metoda
spektroskopii w podczerwieni z transformatg Fouriera (FT-IR).

TAK: 10 pkt (dodatkowo nalezy
podac zakres spektralny detektora)

Detektor MCT (Mercury Cadmium Telluride, tellurek rteciowo-
a. |kadmowy) chiodzony termoelektrycznie pracujagcy w

minimalnym zakresie spektralnym 6 000 — 700 cm! NIE: O pkt
TAK: 1 pkt
b. | Polaryzator ZnSe.
NIE: O pkt
Automatyczna przestona typu Knife Edge o kontrolowanym TAK: 4 pkt
c. ksztatcie umozliwiajgca precyzyjny wybdr obszaru badawczego, NIE .O t
Up

z ktérego wykonywany bedzie pomiar FT-IR.

Komora wysokotemperaturowa do badari korozyjnych i | TAK: 3 pkt (dodatkowo nalezy podac

katalitycznych montowana do stolika mikroskopu umozliwiajaca
pomiary do min. 600°C, umozliwiajgca zastosowanie gazéw o
charakterze silnie reaktywnym, np. wodoru.

producenta oraz zakres
temperaturowy komory)

NIE: O pkt

Zestaw okienek pomiarowych (np. z BaF;) do komory Linkam
TS1000 (znajdujacej sie na wyposazeniu NCBJ) umozliwiajgcy
zastosowanie komory z mikroskopem FT-IR.

TAK: 1 pkt
NIE: O pkt

Mozliwosci rozszerzenia funkcjonalnosci uktadu poprzez
rozbudowe mikroskopu o dodatkowy detektor FPA (Focal Plane

Array) oraz technologie obrazowania QLC (Quantum Cascade

TAK: 8 pkt
NIE: O pkt
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Laser) udokumentowana na podstawie obecnie dostepnych
rozwiazan technicznych.

Spektrometr prézniowy FT-IR umozliwiajgcy pomiary metodg spektroskopii w podczerwieni z transformatg
Fouriera sprzezony z mikroskopem FT-IR.

TAK: 5 pkt (dodatkowo nalezy podac

a. Uktad prézniowy zapewniajgcy prdéznie lepsza niz 0,2 mbar. wartosc prézni)

NIE: O pkt

TAK: 5 pkt (dodatkowo nalezy podaé
b. | Doktadnoé¢ liczby falowej nie gorsza niz 0,005 cm doktadnosc liczby falowej)

NIE: 0 pkt

S K tud . i3 60 000:1 (@ 2000 crm- TAK: 5 pkt (dodatkowo nalezy podac
c tosunek sygnatu do szumu nie gorszy niz 1(@ M| stosunek sygnatu do szumu)

1, pomiar 1 minuta przy rozdzielczosci 4 cm1)
NIE: 0 pkt

TAK: 8 pkt (dodatkowo nalezy poda¢
Stolik mikroskopu z minimalng doktadnoscia kroku w | doktadnos¢ kroku stolika w

d- ptaszczyznie XY 0,1 um. ptaszczyZnie XY)
NIE: 0 pkt
TAK: 2 pkt (dodatkowo nalezy poda¢
e. | Rozdzielczo$¢ lepsza niz 0.2 cm™®, rozdzielczosc spektralng)
NIE: 0 pkt
TAK: 5 pkt
f. Obudowa metalowa.
NIE: O pkt
Jliwodé wk . bki K . id TAK: 3 pkt (dodatkowo nalezy podac
g Moz |wosc. wy| olnyw?nle szybkiego skanowania min. 70 widm/s szybkos¢ skanowania)
przy rozdzielczosci min. 16 cm™.
NIE: 0 pkt
Mozliwos$¢ rozbudowy o modut terahercowy umozliwiajacy
h | poszerzenie zakresu spektralnego do minimum 5 cm | TAK: 5 pkt

(Wykonawca musi wykaza¢, ze taka mozliwos¢ jest osiggalna w | NIE: 0 pkt
oferowanym urzadzeniu w dniu ztozenia oferty).

TAK: 1 pkt
3. | Dodatkowa bezterminowa licencja na petne oprogramowanie.
NIE: O pkt
Mozliwos¢ wyszukiwania i identyfikacji widm w bazach danych TAK: 3 pkt
4. | wspomagana sztuczng inteligencjg lub uczeniem maszynowym na NIE: 0 okt
‘Up

podstawie licencji bezterminowe;j.

Dodatkowy dzieri szkolenia (8 godzin) z obstugi uktadu aparaturowegow | tak: 1 pkt
5. | siedzibie Zamawiajgcego w terminie ustalonym z Zamawiajacym

maksymalnie do 12 miesiecy od daty instalacji. NIE: O pkt

Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z Ofertg rowniez kart katalogowych na potwierdzenie oferowanych
parametrow technicznych, okreslonych w powyziszej Tabeli 2 Wymagania dodatkowe punktowane
dotyczace Mikroskopu FT-IR sprzezonego ze spektrometrem prézniowym (dla poz. 1a oraz 2a-h),
zgodnie z wymaganiami.

W przypadku braku podania lub potwierdzenia na podstawie ztozonej karty katalogowej spetnienia
danego parametru, Zamawiajacy uzna, iz oferowane urzadzenie NIE SPEtNIA danego parametru, tym
samym przyzna 0 pkt w tym zakresie.
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